附件3:     

全国半导体材料分标委会秘书处对“技术标准优秀奖项目”初步提名
	序号
	标准项目
	标准项目归口秘书处

	1. 
	硅抛光片氧化诱生缺陷的检验方法（修订GB/T 4058-1995）
	半导体材料分标委 (电话及传真：010－62228796

	2. 
	硅外延层载流子浓度测定 汞探针电容-电压法（修订GB/T14146-1993）
	

	3. 
	锗废料中锗的测定方法
	



